Сведения о метрологическом обеспечении

	Наименование оборудования
	Наименование метрологических норм, правил и методик выполнения измерений
	Наименование организации, осуществляющей проверку оборудования
	Дата проверки

	Оптико-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой iCAP 6300 Duo
	М-МВИ-80-2008 «МВИ массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии».
ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 «МВИ массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой».
ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 «МВИ содержания металлов в твердых объектах методом спектрометрии с индуктивно связанной плазмой».
ГОСТ Р 51309-99 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии».
	ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Любой центр стандартизации и метрологии, имеющий технические возможности (например, ФБУ «Тверской ЦСМ»).
	МП 242-1076-2010 (дата поверки 25 августа 2011 г.; интервал между поверками 1 год).

	Лабораторная микроволновая система MARS 6
	Не является средством измерения
	
	Дата тестирования (калибровки) 18 июня 2013 г.

	Фурье-ИК спектрометр ФСМ 1202
	ГОСТ Р 51797-2001 «Вода питьевая. Метод определения содержания нефтепродуктов».
	ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

Любой центр стандартизации и метрологии, имеющий технические возможности (например, ФБУ «Тверской ЦСМ»).
	МП 242-1460-2012 (дата поверки 1 ноября 2011 г.; интервал между поверками 1 год).

	Портативный анализатор атмосферного воздуха MIRAN 205B SapphIRe-XL
	
	ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии».
Любой центр стандартизации и метрологии, имеющий технические возможности (например, ФБУ «Тверской ЦСМ»).
	МП 44-223-2007 (дата поверки 24 августа 2011 г.; интервал между поверками 1 год).

	Программно-аппаратный комплекс для микроанализа и морфологического анализа поверхности NanoEducator2
	Полуконтактная атомно-силовая микроскопия:

1) полуконтактный метод

2) полуконтактный метод рассогласования

3) метод отображения фаз

Сканирующая туннельная микроскопия:

1) метод постоянного тока

2) метод постоянной высоты

Спектроскопия:

1) амплитудная спетроскопия

2) туннельная спектроскопия

Силовая литография:

1) векторная

2) растровая
	NT-MDT
	15.07.2013

	Импульсный анализатор температуропроводности XFA 500LT
	- Стандартный метод исследования температуропроводности методом вспышки

- измерение удельной теплоемкости
	Компания «ЛабИнструментс»
	12.02.2014 


